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Certificamos para os devidos fins que LARISSA CRISTINA HEIS participou do III Congresso Brasileiro
de Estudos Patológicos On-line - CONBESP, transmitido no período de 27 a 30 de maio de 2024, com
carga horária total de 40 horas.

Fortaleza/CE, 31 de maio de 2025.
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